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摘要(译)

描述了一种光学系统（100），其包括多芯光纤（110），该多芯光纤
（110）包括至少两个纤芯，每个纤芯包括至少一个光纤布拉格光栅
（112）。 该光学系统还包括力传递元件（120），该力传递元件
（120）可在一个或多个方向上弯曲并固定到多芯光纤（110），以便将
施加到力传递元件上的力传递到多芯光纤（110），从而形成 多芯光纤
（110）的弯曲和/或压缩和/或拉伸。 多芯光纤（110）可连接或连接到
测量系统（140），以光学方式测量多芯光纤（110）至少两个芯中的每
个纤芯的至少一个布拉格光栅（112）的响应。 多芯光纤（110）弯曲和
/或压缩和/或拉紧的结果，以得出作用在光学系统的力传递元件（120）
的位置上的力的特性。
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